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International Sta
switchgear and cont

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

HIGH-VOLTAGE SWITCHGEAR AND CONTROLGEAR -

Part 101: Synthetic testing

FOREWORD

The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for stapdardization comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object/of IEC is to promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the electriga onic fields. To
this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards,
Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides ( 5

in the subject dealt with may participate in this preparatory work.
governmental organizations Iiaising with the IEC also participate in this

All users should e
No liability shal .
members of its techricakco

other damage of an

RdarddEC 62271-101 has been prepared by subcommittee 17A: High-voltage
0lgear, of IEC technical committee 17: Switchgear and controlgear.

This second edition cancels and replaces the first edition published in 2006 and its
Amendment 1 published in 2010. It constitutes a technical revision.

This edition includes the following significant technical changes with respect to the first
edition:

addition of the new rated voltages of 1 100 kV and 1 200 kV;
revision of Annex F regarding circuit-breakers with opening resistors;
alignment with the second edition of IEC 62271-100:2008 and its Amendment 1 (2012).
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The text of this standard is based on the first edition of IEC 62271-101 and the following
documents:

FDIS Report on voting
17A/1015/FDIS 17A/1024/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

This publication shall be read in conjunction with IEC 62271-100, publi
it refers. The numbering of the subclauses of Clause 6 is the samé [ §2271-100.

testing has introduced changes.

A list of all the parts in the IEC 62271 series, under the ger A ge switchgear
and controlgear, can be found on the IEC website.

the stability date indicated on the IEC web si
related to the specific publication. At thi

* reconfirmed;
* withdrawn;

* replaced by a revised edition, or
+ amended.

IMPORTANT —@'c lour
that it contain s
understanding its nt
colour printer. <\
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HIGH-VOLTAGE SWITCHGEAR AND CONTROLGEAR -

Part 101: Synthetic testing

1 Scope

This part of IEC 62271 mainly applies to a.c. circuit-breakers within the scope of IEC 62271-
100. It provides the general rules for testing a.c. circuit-breakers, for making and breaking
capacities over the range of test duties described in 6.102 to 6.111 of IEC 52271-100:2008,
by synthetic methods.

is equwalent to dlrect testlng

The methods and techniques described are those |j
standard is to establish criteria for synthetic testing

innovation of test circuitry.

2 Normative references

undated references, the referenced document

amendments) applies.

(including any

IEC 62271-100: Hig S geat and controlgear — Part 100: Alternating current
circuit-breakers
Amendment 1:201
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1)

COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

APPAREILLAGE A HAUTE TENSION -

Partie 101: Essais synthétiques

AVANT-PROPOS

La Commission Electrotechnique Internationale (CEl) est une organisation mondiale de normalisation
composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationalx dea CEl). La CEIl a

pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normal|tion dans les

public (PAS) et des Guides (ci-aprés denommes "Publication(s) de la CEI") L
comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé pz

du possible, un accord international sur les sujets étudiés,
intéressés sont représentés dans chaque comité d’études.

conformité de la CEl.

certification indép ants.
Tous les utilisate i

Aucune responsabili€¢ ne j é¢’ a la CEIl, a ses administrateurs employés auxiliaires ou

possession de la derniére édition de cette publication.

nationaux de la C rejlce ausé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre
dommage de quelque n tu e que e soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris les frais
de justice) ant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de la CEIl ou de
toute aujre P au crédit qui lui est accordé.

L'atte références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications
référencee toire_pdur une application correcte de la présente publication

L’attention est attirée syr le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEIl peuvent faire
I'objet de droits debregxet. La CEl ne saurait étre tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits
de brevets et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 62271-101 a été établie par le sous-comité 17A: Appareillage a
haute tension, du comité d'études 17 de la CEl: Appareillage.

Cette deuxiéme édition annule et remplace la premiére édition parue en 2006 et
I'Amendement 1 paru en 2010. Elle constitue une révision technique.

Les principales modifications par rapport a la précédente édition sont les suivantes:

ajout des nouvelles tensions assignées 1 100 kV et 1 200 kV;
révision de I’Annexe F qui traite des disjoncteurs équipés de résistances d’ouverture;
alignement avec la deuxiéme édition de la CEl 62271-100:2008 et Amendement 1 (2012).
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Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
17A/1015/FDIS 17A/1024/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

Cette publication doit étre lue conjointement avec la CEl 62271-100, parue
elle se référe. La numérotation des paragraphes de I'Article 6 r¢
CEIl 62271-100. Néanmoins, tous les paragraphes de la CEIl 62

n 2008, auquelle
J_celle de la
sont pas

* reconduite,
* supprimée,
+ remplacée par une édition révisée,
+ amendée.

\./
IMPORTANT - Le e"“\qui se trouve sur la page de couverture de
cette publication\ nti des couleurs qui sont considérées comme
utiles a une b <\ ensionde son contenu. Les utilisateurs devraient, par

. m N L.
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APPAREILLAGE A HAUTE TENSION -

Partie 101: Essais synthétiques

1 Domaine d’application

La présente partie de la CEI 62271 s'applique principalement aux disjoncteurs a courant
alternatif définis dans le domaine d'application de la CEI 62271-100. Elle donne les régles
générales d'essais de ces disjoncteurs, pour les pouvoirs de fermeture ef/de sQupure dans la
gamme des séquences d’essais décrites de 6.102 a 6.111 de la CEl 6227 2008, a l'aide
de méthodes d'essais synthétiques.

norme est d'établir des critéres pour les essais synthé Iealuation correcte des
résultats. Ces critéres établissent la validité de fa\mé ] 'esSai sans limiter l'invention de
nouveaux circuits d'essais.

2 Reéférences normatives

Les documents suivants aniere normative, en intégralité ou en
partie, dans le présent documy nt et perisables pour son application. Pour les
références datées, seule i ité ppli : afé des, la

3

derniére édition du dog c sference applique (y compris les éventuels amendements).

CEIl 62271-100:2 A a q hayute tension — Partie 100: Disjoncteurs a courant
alternatif
Amendement 1:2
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